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ES 2787256 T3

DESCRIPCION
Dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion
Campo técnico
La presente invencion se refiere a un dispositivo de adquisicién de imagenes de radiacion.
Técnica anterior

Existe el aparato convencionalmente conocido para aplicar rayos X emitidos desde una fuente de rayos X y
transmitidos por un objeto de formacion de imagenes, en un centelleador de forma de placa plana, detectar la luz
visible (luz de centelleo) generada en el centelleador, mediante fotodetectores de estado solido colocados en ambas
superficies del centelleador, y superponiendo sefiales de imagenes de los respectivos fotodetectores de estado
sélido entre si para adquirir una imagen de radiacion, como se describe en la Literatura de patentes 1 a
continuacion. En este aparato, los elementos del fotodetector estan acoplados a la superficie de entrada de rayos X
y a la superficie posterior detras de él en el centelleador y cada elemento del fotodetector del lado de la superficie de
entrada y el elemento del fotodetector del lado de la superficie posterior detectan la luz visible, aumentando asi la
eficiencia de deteccion de la luz visible.

La literatura de patentes 2 describe una placa fluorescente de rayos X compuesta de una placa y peliculas de
material fluorescente de rayos X que se aplican a ambas superficies de la placa se utiliza para observar las
imagenes de transmision de rayos X de ambas superficies de una placa fluorescente de rayos X. La placa
fluorescente de rayos X compuesta de la placa compuesta de una pelicula reflectante fluorescente que tiene las
peliculas de material fluorescente de rayos X en sus dos superficies se emplea para observar las imagenes de
transmision de rayos X de ambas superficies de las placas fluorescentes de rayos X. Un filtro negativo que hace que
una cantidad de rayos X que ingresa a la placa fluorescente de rayos X sea uniforme cuando se usa una muestra
libre de defectos como un objeto probado se utiliza como placa.

La literatura de patentes 3 describe un aparato de observacién de radiacion con: una fuente de radiacion para emitir
radiacion; un medio de conversion de longitud de onda plana para convertir la radiacion emitida desde la fuente de
radiacion en luz visible; y un medio de formacion de imagenes para obtener la formacion de imagenes de luz visible
convertida por los medios de conversion de longitud de onda. El medio de conversion de longitud de onda esta
dispuesto en angulo con respecto a la radiacion. Los medios de formacion de imagenes estan dispuestos fuera de
una trayectoria de radiacion.

Lista de citas
Literatura de patentes

Literatura de patente 1: Solicitud de patente japonesa abierta al publico n.° H07-27866
Literatura de patente 2: Solicitud de patente japonesa abierta al publico n.° H05-312734
Literatura de patente 3: Solicitud de patente japonesa abierta al publico n.° 2007 155653

Sumario de la invenciéon
Problema técnico

El aparato para detectar la luz de centelleo en ambas superficies del centelleador como se describié anteriormente
puede adquirir imagenes de radiacion en diferentes bandas de energia en el lado de la superficie de entrada y en el
lado de la superficie posterior detras de él, para permitir la adquisicion de las llamadas imagenes de doble energia.

En el aparato convencional anterior, sin embargo, la radiaciéon transmitida por el objeto pasa a través del elemento
fotodetector del lado de la superficie de entrada para llegar al centelleador, y por esta razon, La radiacion en una
banda de energia relativamente baja es absorbida por el elemento fotodetector del lado de la superficie de entrada.
Por ejemplo, cuando el objeto esta formado por un atomo ligero, la radiacion transmitida por el objeto puede ser
absorbida por el elemento fotodetector del lado de la superficie de entrada. Tal como se ha descrito anteriormente, el
aparato convencional tiene el problema de que la radiacién transmitida por el objeto se ve afectada por el elemento
fotodetector del lado de la superficie de entrada.

Por lo tanto, un objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo de adquisicion de imagenes de
radiacion capaz de adquirir imagenes de radiacion en diferentes bandas de energia mientras se reduce la influencia
sobre la radiacion transmitida por el objeto.

Solucién al problema
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Este objetivo se consigue por la materia objeto de las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones
dependientes se refieren a diversas realizaciones.

Un dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion seguin un aspecto de la presente invencién incluye: una
fuente de radiacién que emite radiacion; un miembro de conversion de longitud de onda de una forma de placa plana
que genera luz de centelleo segun la incidencia de la radiacion emitida desde la fuente de radiacion y transmitida por
un objeto; primeros medios de formacion de imagenes que condensan e imagenes de la luz de centelleo emitida
desde una superficie de entrada para la radiacion en el miembro de conversion de longitud de onda en una direccion
de una normal a la superficie de entrada; y segundos medios de formacion de imagenes que condensa e imagenes
de la luz de centelleo emitida desde una superficie opuesta a la superficie de entrada en el miembro de conversion
de longitud de onda en una direccién de una normal a la superficie opuesta.

En el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacién de acuerdo con un aspecto de la presente invencion, los
primeros medios de formacién de imagenes y los segundos medios de formacion de imagenes condensan e
imaginan los respectivos haces de luz de centelleo emitidos desde la superficie de entrada para la radiacién y la
superficie opuesta detras de ella en el miembro de conversion de longitud de onda. Esto realiza la formacion de
imagenes de doble energia para adquirir imagenes de radiacion en diferentes bandas de energia. En este sentido,
los primeros medios de formacidon de imagenes estan dispuestos en una posicion separada del miembro de
conversion de longitud de onda, para condensar la luz de centelleo emitida desde la superficie de entrada. Por lo
tanto, el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion puede tener la configuracion en la que no hay medios
de formacién de imagenes interpuestos entre el objeto y el miembro de conversion de longitud de onda, evitando asi
un incidente tal que los medios de formacion de imagenes afecten la radiacion transmitida por el objeto. Por
consiguiente, es factible reducir la influencia sobre la radiacién transmitida por el objeto. Por otra parte, dado que los
primeros medios de formacion de imagenes y los segundos medios de formacién de imagenes condensan los haces
de luz centelleante emitidos desde la superficie de entrada y desde la superficie opuesta detras de él en las
direcciones de las respectivas normales a la misma, ambos pueden adquiririmagenes de radiacion sin perspectiva,
lo que facilita una operacion entre las imagenes en el lado de la superficie de entrada y en el lado de la superficie
opuesta.

De acuerdo con la presente invencion, el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion esta configurado en un
modo tal que cada uno de los primeros medios de formacion de imagenes y los segundos medios de formacion de
imagenes tienen: una unidad de lente de condensacion para condensar la luz de centelleo emitida desde el miembro
de conversion de longitud de onda; y una unidad de formacién de imagenes para obtener la formacion de imagenes
de la luz de centelleo asi condensada. En este caso, la luz de centelleo se condensa con foco en cada una de la
superficie de entrada y la superficie opuesta del miembro de conversion de longitud de onda, que permite la
adquisicion de imagenes de radiacion brillante con buena separacion de energia.

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion puede configurarse en un modo tal que la fuente de radiacion
esté dispuesta de manera que un angulo entre un eje 6ptico de la fuente de radiacion y la superficie de entrada sea
mayor que 0° y menor que 90°, y que los primeros medios de formacién de imagenes estan dispuestos en la normal
a la superficie de entrada. En este caso, los primeros medios de formacion de imagenes pueden condensar
directamente la luz de centelleo en la direccion de la normal a la superficie de entrada, y los primeros medios de
formacién de imagenes pueden estar dispuestos fuera del eje dptico de la fuente de radiacion. Por lo tanto, el efecto
operativo antes mencionado se puede lograr facilmente y se puede evitar que los primeros medios de formacién de
imagenes estén expuestos a la radiacion, que puede suprimir la generacion de ruido dentro de los primeros medios
de formacién de imagenes.

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion puede configurarse en un modo tal que la fuente de radiacion
esté dispuesta en la normal a la superficie de entrada y que los primeros medios de formacion de imagenes estén
dispuestos en una posicién fuera de la normal a la superficie de entrada para condensar la luz de centelleo a través
de un espejo reflector dispuesto entre el miembro de conversiéon de longitud de onda y la fuente de radiacion. En
este caso, dado que la fuente de radiacién esta dispuesta en la normal a la superficie de entrada, no se hace
ninguna perspectiva en una imagen de proyeccion en el miembro de conversion de longitud de onda, lo que elimina
la necesidad de una operacion para corregir una perspectiva de la imagen de proyeccion. Por otra parte, se puede
evitar que los primeros medios de formacion de imagenes estén expuestos a la radiacion, que puede suprimir la
generacion de ruido dentro de los primeros medios de formacién de imagenes.

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion puede configurarse en un modo tal que los segundos medios
de formacién de imagenes esté dispuesto en una posicion fuera de la normal a la superficie opuesta para condensar
la luz de centelleo a través de un espejo reflector dispuesto en la normal a la superficie opuesta. En este caso, se
puede evitar que los segundos medios de formacion de imagenes estén expuestos a la radiacion, que puede
suprimir la generacién de ruido dentro de los segundos medios de formacién de imagenes. Por ofra parte, esta
configuracion permite el ajuste de las longitudes de la trayectoria 6ptica desde el miembro de conversion de longitud
de onda a los primeros y segundos medios de formacion de imagenes, lo que facilita la alineacion de posicion de los
primeros y segundos medios de formacion de imagenes. Como consecuencia de esto, se hace mas facil hacer
coincidir las condiciones de formacion de imagenes de los primeros y segundos medios de formacion de imagenes
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(por ejemplo, simultaneidad de tiempos de formacién de imagenes e identidad de posiciones de formacion de
imagenes).

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion puede configurarse en un modo tal que una fibra ahusada
esté dispuesta entre la superficie opuesta del miembro de conversion de longitud de onda y los segundos medios de
formacién de imagenes para enfrentar la superficie opuesta. En este caso, la fibra cénica puede condensar la luz de
centelleo en el lado opuesto de la superficie con una alta eficiencia de condensacién de luz. Por otra parte, la fibra
coénica bloquea la radiacion por lo que se puede evitar que los segundos medios de formacion de imagenes quede
expuesto a la radiacion.

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion puede configurarse en un modo tal que el objeto sea un
dispositivo semiconductor y que el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion se aplique a un dispositivo de
inspeccion de fallos de semiconductores cuyo objetivo de inspeccion es el dispositivo semiconductor. En este caso,
dado que la radiacion transmitida por el dispositivo semiconductor como objetivo de inspeccion no es cortada por la
unidad de formacién de imagenes (dispositivo de formacién de imagenes para la adquisicion de imagen), el
dispositivo de inspeccién puede detectar un fallo o similar del dispositivo semiconductor con alta precision.

Efecto ventajoso de la invencion

El dnico aspecto de la presente invencion permite la adquisicion de imagenes de deteccion de radiacion en
diferentes bandas de energia y la reduccion de la influencia sobre la radiacion transmitida por el objeto.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1 es una vista frontal del dispositivo de adquisicién de imagenes de radiacion de acuerdo con una
primera realizacion de la presente invencion.

La figura 2 es un dibujo explicativo para explicar una perspectiva de una imagen de proyeccion en el dispositivo
de adquisiciéon de imagenes de radiacion que se muestra en la figura 1.

La figura 3 es una vista frontal del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion de acuerdo con la
segunda realizacion de la presente invencion.

La figura 4 es un dibujo explicativo para explicar una imagen de proyeccién en el dispositivo de adquisicion de
imagenes de radiacion que se muestra en la figura 3.

La figura 5 es una vista frontal del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion de acuerdo con la tercera
realizacién de la presente invencion.

La figura 6 es una vista frontal del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion de acuerdo con la cuarta
realizacién de la presente invencion.

La figura 7(a) y (b) son vistas frontales de los dispositivos de adquisicion de imagenes de radiacion que son
ejemplos de modificacion de la presente invencion.

Las figuras 8(a) a (c) son vistas frontales de los dispositivos de adquisicion de imagenes de radiacion que son
ejemplos de modificacion de la presente invencion.

Descripcion de las realizaciones

A continuacion, se describiran con detalle las realizaciones a modo de ejemplo de la presente invenciéon con
referencia a los dibujos. Las porciones idénticas o equivalentes se indicaran con los mismos simbolos de referencia
en la descripcion de los dibujos, sin descripcion redundante. Se observa que cada dibujo se prepara solo a modo de
ilustracion y se representa para enfatizar cada parte como objeto de descripcion en particular. Por este motivo, las
proporciones dimensionales de los miembros respectivos en los dibujos no siempre coinciden con las reales.

Tal y como se muestra en la figura 1, el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1 es un dispositivo para
adquirir una imagen de radiacion de un objeto A, por ejemplo, un componente electrénico como un dispositivo
semiconductor o un producto alimenticio. El dispositivo de adquisicién de imagenes de radiacion 1 esta provisto de
una fuente de radiacién 2 que emite radiacion tal como rayos X blancos hacia el objeto A, una placa de conversion
de longitud de onda 6 que genera luz de centelleo segun la incidencia de la radiacion transmitida por el objeto A
después de emitirse desde la fuente de radiacion 2, un fotodetector de observacion frontal 3 que condensa e imagina
la luz de centelleo emitida desde una superficie de entrada 6a para la radiacion en la placa de conversion de longitud
de onda 6, y un fotodetector de observacién posterior 4 que condensa e imagina que la luz de centelleo emitida
desde una superficie posterior 6b es una superficie opuesto a la superficie de entrada 6a. Estas fuentes de radiacion
2, placa de conversion de longitud de onda 6, fotodetector de observacion frontal 3 y fotodetector de observacion
trasera 4 estan alojados en una carcasa no mostrada y fijada en la carcasa.

La placa de conversion de longitud de onda 6 es un miembro de conversion de longitud de onda de forma de placa
plana, por ejemplo, un centelleador de cualquiera de Gd>0,S:Tb, Gd;02S:Pr, Csl:Tl, CAWO,, CaWO., Gd.SiOs:Ce,
Lug4Gd16SiOs, BisaGesO12, LuzSiOs:Ce, Y2SiOs, YAIO3:Ce, Y20,S:Th, YTaO4:Tm, y asi sucesivamente. El grosor de
la placa de conversion de longitud de onda 6 se establece en un valor apropiado dependiendo de una banda de
energia de radiacion detectada, en el rango de varios pm a varios mm.
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El fotodetector de observacion frontal 3 (que en adelante se denominara "detector frontal 3") es un medio de
formacion de imagenes de un método de conversion indirecta que fotografia una imagen de proyeccion (imagen de
transmision de radiacion) del objeto A proyectado en la placa de conversion de longitud de onda 6, desde el lado de
la superficie de entrada 6a de la placa de conversion de longitud de onda 6. El detector frontal 3 es un detector de un
tipo de acoplamiento de lente que tiene una unidad de lente de condensacién 3a para condensar la luz de centelleo
emitida desde la superficie de entrada 6a de la placa de conversion de longitud de onda 6, y una unidad de
formacion de imagenes 3b para obtener la formacion de imagenes de la luz de centelleo condensada por la unidad
de lente de condensacion 3a. La unidad de lente de condensacion 3a condensa la luz de centelleo en un campo
detector frontal 13. La unidad de formacion de imagenes 3b que se usara en este documento es, por ejemplo, un
sensor CMOS, un sensor CCD o similares. Se puede disponer una superficie receptora de luz de la unidad de
formacion de imagenes 3b aproximadamente paralela a la superficie de entrada 6a.

El fotodetector de observacion posterior 4 (Qque se denominara en lo sucesivo "detector posterior 4") es un medio de
formacion de imagenes del método de conversion indirecta que fotografia una imagen de proyeccion (imagen de
transmision de radiacion) del objeto A proyectado en la placa de conversion de longitud de onda 6, desde el lado de
la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6. El detector posterior 4 es un detector del
tipo de acoplamiento de lente que tiene una unidad de lente de condensacién 4a para condensar la luz de centelleo
emitida desde la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6, y una unidad de formacién
de imagenes 4b para obtener la formacién de imagenes de la luz de centelleo condensada por la unidad de lente de
condensacion 4a, y por lo tanto tiene la misma configuracion que el detector frontal 3 mencionado anteriormente. La
unidad de lente de condensacién 4a condensa la luz de centelleo en un campo detector de retroceso 14. La unidad
de formacién de imagenes 4b que se usara en este documento es, por ejemplo, un sensor CMOS, un sensor CCD o
similares. Se puede disponer una superficie receptora de luz de la unidad de formacion de imagenes 4b
aproximadamente paralela a la superficie posterior 6b.

Por otra parte, el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1 esta provisto de una unidad de control de
temporizacion 7 para controlar la temporizacion de formacion de imagenes en el detector frontal 3 y en el detector
posterior 4, un dispositivo de procesamiento de imagenes 8 para recibir sefiales de imagen de entrada desde el
detector frontal 3 y desde el detector posterior 4 y ejecutar un procedimiento de procesamiento predeterminado tal
como procesamiento de imagenes basado en cada una de las sefiales de imagenes de entrada, y un dispositivo de
visualizaciéon 9 para recibir una imagen de entrada sefial del dispositivo de procesamiento de imagenes 18 y que
muestra una imagen de radiaciéon. La unidad de control de temporizacion 7 y el dispositivo de procesamiento de
imagenes 8 estan compuestos por un ordenador que tiene una CPU (Unidad Central de Procesamiento), una ROM
(memoria de solo lectura), una RAM (memoria de acceso aleatorio), interfaces de entrada/salida, etc. El dispositivo
de visualizacion 9 que se utilizara aqui es una pantalla bien conocida. La unidad de control de temporizacion 7 y el
dispositivo de procesamiento de imagenes 8 pueden configurarse como un programa ejecutado por un solo
ordenador o como unidades respectivas proporcionadas individualmente.

A continuacion se describira la relacion posicional entre la fuente de radiacion 2 mencionada anteriormente, placa de
conversion de longitud de onda 6, detector frontal 3 y detector posterior 4. Tal y como se muestra en la figura 1, la
fuente de radiacion 2 esta dispuesta de modo que un eje éptico X de la radiacién forma un angulo predeterminado 6
con respecto a una normal B a la superficie de entrada 6a de la placa de conversion de longitud de onda 6. En
concreto, la fuente de radiacion 2 mira hacia el objeto A y la superficie de entrada 6a y esta dispuesta en una
posicion fuera de la normal B hacia la superficie de entrada 6a. Dicho de otro modo, la fuente de radiaciéon 2 esta
dispuesta de manera que el angulo entre el eje 6ptico X y la superficie de entrada 6a es mayor que 0° y menor que
90°. El eje optico X de la radiacion aqui es una linea recta que conecta un punto de emision de radiacion de la fuente
de radiacion 2 y un punto arbitrario y en la superficie de entrada 6a de la placa de conversién de longitud de onda 6.
En la presente realizacion, el punto arbitrario y esta configurado para ser un punto central de la superficie de entrada
6a y en este caso, la radiacion se irradia con poca desigualdad relativa. La normal B aqui es una linea recta que se
extiende normalmente a la superficie de entrada 6a desde un punto arbitrario a en la superficie de entrada 6a. En la
presente realizacion, el punto arbitrario a se establece como el punto central de la superficie de entrada 6a y, por lo
tanto, el eje éptico X de la radiaciéon y la normal B se cruzan en el punto arbitrario y (punto arbitrario a) en la
superficie de entrada 6a. Es evidente que el punto arbitrario y y el punto arbitrario a no tienen que coincidir con el
punto central de la superficie de entrada 6a y no tienen que ser el mismo punto, tampoco.

El detector frontal 3 esta dispuesto de modo que un eje 6ptico de la unidad de lente de condensacion incorporada 3a
sea perpendicular a la superficie de entrada 6a, para poder visualizar la luz de centelleo emitida desde la superficie
de entrada 6a de la placa de conversion de longitud de onda 6. En esta configuracion, el eje 6ptico de la unidad de
lente de condensacion 3a coincide con la normal B a la superficie de entrada 6a. En concreto, el detector frontal 3
mira hacia la superficie de entrada 6a y esta dispuesto en la normal B a la superficie de entrada 6a. Por lo tanto, el
detector frontal 3 puede obtener imagenes de la luz de centelleo emitida en la direccién de la normal B hacia la
superficie de entrada 6a y asi adquirir facilmente una imagen sin una perspectiva significativa. La unidad de lente de
condensacion 3a se enfoca en la superficie de entrada 6a y condensa la luz de centelleo emitida en la direccion de la
normal B desde la superficie de entrada 6a, hacia la unidad de formacién de imagenes 3b.
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Tal como se ha descrito anteriormente, el detector frontal 3 esta dispuesto fuera del eje 6ptico X de la fuente de
radiacion 2. En concreto, el detector frontal 3 esta dispuesto de manera que esté ubicado separado de una regién de
emision de la radiacién de la fuente de radiacion 2 (que es una region donde existe un haz de radiaciéon 12). Esta
disposicion evita que el detector frontal 3 quede expuesto a la radiacion de la fuente de radiacion 2 y evita que se
produzca una sefial de conversion directa de radiacion dentro del detector frontal 3 para generar ruido. Por otra
parte, el detector frontal 3 esta dispuesto de manera que una perpendicular a la superficie de entrada 6a de la placa
de conversion de longitud de onda 6 desde el centro de la unidad de lente de condensacién 3a esté dentro del rango
de la superficie de entrada 6a y de modo que se encuentre por encima de la superficie de entrada 6a de la placa de
conversion de longitud de onda 6. Esta configuracion permite que el detector frontal 3 detecte una cantidad
relativamente grande de luz de centelleo.

El detector posterior 4 esta dispuesto de manera que un eje 6ptico de la unidad de lente condensadora incorporada
4a sea perpendicular a la superficie posterior 6b, para poder visualizar la luz de centelleo emitida desde la superficie
posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6. En esta configuracion, el eje dptico de la unidad de
lente de condensacion 4a coincide con una normal C a la superficie posterior 6b. En concreto, el detector posterior 4
mira hacia la superficie posterior 6b y esta dispuesto en la normal C a la superficie posterior 6b. Por lo tanto, el
detector posterior 4 puede generar imagenes de la luz de centelleo emitida en la direccion de la normal C a la
superficie posterior 6b y asi adquirir facilmente una imagen sin una perspectiva significativa. La normal C aqui es
una linea recta que se extiende normalmente a la superficie posterior 6b desde un punto arbitrario 3 en la superficie
posterior 6b. En particular, en la presente realizacion, el punto arbitrario B se establece en un punto central de la
superficie posterior 6b, el punto arbitrario a en la superficie de entrada 6a y el punto arbitrario § en la superficie
posterior 6b se encuentran en la misma linea recta, y esta linea recta coincide con la normal B y la normal C. La
unidad de lente de condensacion 4a se enfoca en el superficie posterior 6b y condensa la luz de centelleo emitida en
la direccion de la normal C desde la superficie posterior 6b, hacia la unidad de formacién de imagenes 4b.

En el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1, una longitud de la trayectoria dptica desde la superficie
de entrada 6a de la placa de conversion de longitud de onda 6 al detector frontal 3 es igual a una longitud de la
trayectoria Optica desde la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6 al detector
posterior 4. La longitud de la trayectoria 6ptica desde la superficie de entrada 6a de la placa de conversion de
longitud de onda 6 al detector frontal 3 puede ser diferente de la longitud de la trayectoria éptica desde la superficie
posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6 al detector posterior 4, sin embargo, en este caso, los
tamafios de las imagenes deben coincidir con el procesamiento de imagenes o similares.

Lo siguiente describira el funcionamiento del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1 que tiene la
configuracion descrita anteriormente. En primer lugar, la unidad de control de temporizacion 7 realiza el control para
hacer que el detector frontal 3 y el detector posterior 4 realicen simultdneamente sus respectivas operaciones de
formacién de imagenes. La formacion de imagenes de las imagenes de transmisién de radiacion del objeto A en
diferentes bandas de energia puede implementarse basandose en el control de temporizacion de formacion de
imagenes por la unidad de control de temporizacion 7. Con mas detalle, el detector frontal 3 adquiere la imagen de
transmision de radiacién en una banda de energia relativamente baja y el detector posterior 4 la imagen de
transmision de radiacion en una banda de energia relativamente alta. Esta operacion realiza formacion de imagenes
de doble energia. Se observa que el dispositivo de adquisicién de imagenes de radiacion 1 esta configurado para
permitir el control para hacer que los tiempos de formacion de imagenes del detector frontal 3 y el detector posterior
4 sean diferentes entre si. El dispositivo también puede configurarse para controlar el detector frontal 3 y el detector
posterior 4 a diferentes tiempos de exposicion y/o diferentes nimeros de fotos tomadas de ese modo.

Las funciones del detector frontal 3 y el detector posterior 4 se describiran especificamente con mas detalle. El
detector frontal 3 detecta fluorescencia (luz de centelleo) resultante de la conversién en el lado relativamente cerca
de la superficie de entrada 6a. La deteccién de la fluorescencia resultante de la conversion en el lado de la superficie
de entrada 6a se caracteriza por difuminar un poco la fluorescencia y una alta luminancia de fluorescencia. Esto se
debe a que la observacion frontal puede verse menos afectada por la difusién y la autoabsorcion dentro de la placa
de conversion de longitud de onda 6. Por otro lado, el detector posterior 4 detecta la fluorescencia resultante de la
conversion en el lado relativamente cerca de la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda
6. En este caso también, la observacion puede verse menos afectada por la difusién y la autoabsorcion dentro de la
placa de conversion de longitud de onda 6.

A continuacion, el detector frontal 3 y el detector posterior 4 emiten sus respectivas sefiales de imagenes
correspondientes a las imagenes de radiacion en las superficies frontal y posterior, al dispositivo de procesamiento
de imagenes 8. Cuando el dispositivo de procesamiento de imagenes 8 recibe las sefiales de imagenes de entrada
respectivas del detector frontal 3 y del detector posterior 4, el dispositivo de procesamiento de imagenes 8 ejecuta el
procesamiento predeterminado tal como una operacién entre imagenes, por ejemplo, una operacion diferencial o una
operacion de suma, basado en las sefiales de imagenes de entrada, y emite una sefial de imagen después del
procesamiento de imagenes al dispositivo de visualizacion 9. Cuando el dispositivo de visualizacion 9 recibe la sefial
de imagen de entrada después del procesamiento de imagenes desde el dispositivo de procesamiento de imagenes
8, el dispositivo de visualizacion 9 muestra una imagen de radiaciéon de acuerdo con la sefial de imagen de entrada
después del procesamiento de la imagen.
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La figura 2(a) es una vista en perspectiva que muestra la relacion posicional entre la fuente de radiacion 2, objeto A,
y placa de conversion de longitud de onda 6 en el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1, La figura
2(b) una vista frontal que muestra la relacion posicional entre la fuente de radiacion 2, objeto A, y la placa de
conversion de longitud de onda 6, y la figura 2(c) una vista en planta que muestra una imagen de proyeccion D del
objeto A proyectado en la placa de conversion de longitud de onda 6. La figura 2 muestra una situacion en la que el
objeto A tiene forma 3D, para una comprension mas facil. Cuando la fuente de radiacion 2 esta dispuesta en la
posicion fuera de la normal B a la superficie de entrada 6a y el eje 6ptico X de la radiacién forma el angulo
predeterminado 6 con respecto a la normal B a la superficie de entrada 6a como se muestra en la figura 2(a), se crea
una perspectiva en la imagen de proyeccion D sobre la superficie de entrada 6a, como se muestra en la figura 2(c).
Dado que el detector frontal 3 y el detector posterior 4 toman imagenes respectivas de la imagen de proyeccion D
desde las direcciones de las normales B, C, respectivamente, no se hace ninguna perspectiva en las imagenes
tomadas, que facilita la operacion entre las dos imagenes en el dispositivo de procesamiento de imagenes 8. La
perspectiva de la imagen de proyeccion D es corregida segun las necesidades por el dispositivo de procesamiento
de imagenes 8. Aunque la figura 2(a) muestra que el cuerpo principal de la fuente de radiacion 2 es paralelo al eje
optico X, por razones de conveniencia, la orientacion de la disposicion de la fuente de radiacién 2 se puede
configurar opcionalmente de acuerdo con la disposicién del dispositivo.

En el dispositivo de adquisiciéon de imagenes de radiacion 1 de la presente realizacion descrita anteriormente, el
detector frontal 3 y el detector posterior 4 condensan e imaginan los respectivos haces de luz de centelleo emitidos
desde la superficie de entrada 6a y la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6,
realizando asi la formacion de imagenes de energia dual para adquirir imagenes de radiacion en diferentes bandas
de energia. En esta configuracion, el detector frontal 3 esta dispuesto en una posicion separada de la placa de
conversion de longitud de onda 6, sin ningun detector interpuesto entre el objeto A y la placa de conversion de
longitud de onda 6. Esta configuracion permite que el dispositivo evite el incidente de que los medios de formacion
de imagenes afectan la radiacion transmitida por el objeto A. Por lo tanto, la influencia sobre la radiacién transmitida
por el objeto A se reduce y la radiacion en una banda de baja energia se detecta adecuadamente. Dicho de otro
modo, no se proyecta sombra del detector sobre las imagenes de transmision de radiaciéon, para suprimir la
generacion de componentes de ruido y no causar atenuacion de la radiacion debida al detector, suprimiendo asi la
reduccion de los componentes de la sefial. Como resultado, es factible hacer una diferencia entre la banda de baja
energia y la banda de alta energia en la formacion de formacion de imagenes de energia dual mas grande y exhibir
una resolucion de alta energia, permitiendo el logro de un mayor contraste. Esta ventaja se demuestra de manera
destacada, particularmente, en el caso en que el objeto A esté formado de silicio o un atomo mas liviano que el
silicio. En concreto, incluso si el objeto A esta formado por un atomo ligero, la radiacién en la banda de baja energia
transmitida por el objeto A se convierte en luz de centelleo, sin ser absorbido o atenuado, y esta luz es fotografiada
por el detector frontal 3; por lo tanto, la imagen de radiacion en la banda de baja energia se puede adquirir con
precision. Ademas, la imagen de baja energia y la imagen de alta energia se pueden adquirir simultaneamente
mediante una sola operacion de formacioén de imagenes, para garantizar la simultaneidad, reducir una dosis de
exposicion y evitar desplazamientos de pixeles (registro incorrecto). La formacién de imagenes de doble energia se
puede realizar incluso por medio de la placa de conversion de longitud de onda Unica 6. Ademas, el detector frontal 3
y el detector posterior 4 condensan los haces de luz centelleante emitidos en las direcciones de las normales B, C,
respectivamente, desde la superficie de entrada 6a y la superficie posterior 6b y, por lo tanto, ambos pueden adquirir
las imagenes de radiacion sin una perspectiva, lo que facilita la operacion entre las imagenes en el lado de la
superficie de entrada 6a y el lado de la superficie posterior 6b.

Cuando se usan rayos X blancos como radiacién, la imagen de baja energia y la imagen de alta energia también
pueden adquirirse simultdneamente mediante una Unica operacion de formacion de imagenes de rayos X blancos,
para garantizar la simultaneidad, reducir una dosis de exposicion y evitar desplazamientos de pixeles (registro
incorrecto).

A medida que la unidad de lente de condensacién 3a y la unidad de lente de condensacion 4a condensan la luz con
foco en cada una de la superficie de entrada 6a y la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de
onda 6, se pueden adquirir imagenes de radiacion brillante con buena separacion de energia.

Como el detector frontal 3 condensa directamente la luz de centelleo en la direccién de la normal B a la superficie de
entrada 6a y el detector frontal 3 esta dispuesto fuera del eje éptico X de la fuente de radiacion 2, el efecto operativo
antes mencionado se logra facilmente y se evita que el detector frontal 3 esté expuesto a la radiacion, para suprimir
la generacion de ruido dentro del detector frontal 3.

La figura 3 es una vista frontal del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion segun la segunda realizacion.
El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1A que se muestra en la figura 3 es diferente del dispositivo
de adquisicion de imagenes de radiacion 1 que se muestra en la figura 1 en que la fuente de radiacion 2 esta
dispuesta en la normal B a la superficie de entrada 6a y en que el detector frontal 3 dispuesto en una posicion fuera
de la normal B a la superficie de entrada 6a para condensar la luz de centelleo a través de un espejo reflector 15
dispuesto en la normal B (eje 6ptico X) entre la placa de conversion de longitud de onda 6 y la fuente de radiacion 2.
La figura 3 se representa sin la ilustracion de la unidad de control de temporizacion 7, dispositivo de procesamiento
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de imagenes 8 y dispositivo de visualizacion 9. Las figuras 5 a 8 también se representan de manera similar sin la
ilustracion de estos componentes.

La configuracion del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1A se describira mas especificamente. La
fuente de radiacion 2 esta dispuesta de modo que el eje optico X de la radiacién coincida con la normal B a la
superficie de entrada 6a. El espejo reflector 15 esta dispuesto de modo que su superficie reflectante 15a forme un
angulo predeterminado (por ejemplo, 45°) con respecto a la direccion de la normal B para reflejar la luz de centelleo
emitida en la direcciéon de la normal B desde la superficie de entrada 6a, en una direccién predeterminada con
relacion a la normal B. El espejo reflectante 15 que se utilizara aqui es, por ejemplo, un espejo éptico que transmite
la radiacion. El detector frontal 3 esta dispuesto de manera que un angulo entre el eje 6ptico de la unidad de lente
condensadora incorporada 3a y la superficie reflectante 15a sea igual al angulo entre la normal B y la superficie
reflectante 15a. Esta unidad de lente de condensacion 3a condensa la luz de centelleo emitida en la direccion de la
normal B desde la superficie de entrada 6a y reflejada en la direccidon predeterminada con respecto a la normal B por
el espejo reflector 15, hacia la unidad de formacion de imagenes 3b.

Tal como se ha descrito anteriormente, el detector frontal 3 esta dispuesto de manera que esté separado de la
region de emision de radiacion de la fuente de radiacion 2 (la region donde existe el haz de radiacion 12). Esta
disposicion evita que el detector frontal 3 quede expuesto a la radiacion de la fuente de radiacion 2, y por lo tanto
evita que se produzca una sefial de conversion directa de radiacion dentro del detector frontal 3 para generar ruido.
Por otra parte, la longitud de la trayectoria 6ptica desde la superficie de entrada 6a de la placa de conversion de
longitud de onda 6 al detector frontal 3 puede establecerse igual a la longitud de la trayectoria 6ptica desde la
superficie posterior 6b de la placa de conversién de longitud de onda 6 al detector posterior 4.

La figura 4(a) es una vista en perspectiva que muestra la relacion posicional entre la fuente de radiacion 2, objeto A,
y placa de conversion de longitud de onda 6 en el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1A, la figura
4(b) una vista frontal que muestra la relacién posicional entre la fuente de radiacion 2, objeto A, y placa de
conversion de longitud de onda 6, y figura 4(c) una vista en planta que muestra una imagen de proyeccion E del
objeto A proyectado en la placa de conversion de longitud de onda 6. La figura 4 muestra una situacion en la que el
objeto A tiene forma 3D, para una comprension mas facil. Cuando la fuente de radiacion 2 esta dispuesta en la
normal B a la superficie de entrada 6a y el eje optico X de la radiacién coincide con la normal B a la superficie de
entrada 6a como se muestra en la figura 4(a), no se hace ninguna perspectiva en la imagen de proyeccion E sobre la
superficie de entrada 6a, como se muestra en la figura 4(c). Como el detector frontal 3 toma una imagen de la
imagen de proyeccion E desde la direccion de la normal B a través del espejo reflector 15 y el detector posterior 4
toma una imagen de la imagen de proyeccion E desde la direccion de la normal C, no se hace ninguna perspectiva
en las imagenes tomadas, que facilita la operacion entre las dos imagenes en el dispositivo de procesamiento de
imagenes 8. Como no hay perspectiva en la imagen de proyeccion E, no se necesita correccion de perspectiva en el
dispositivo de procesamiento de imagenes 8. Dado que el espejo reflector 15 esta dispuesto en el eje optico X de la
fuente de radiacion 2 en el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1A, el espejo reflector 15 absorbe
algo de radiacion.

El dispositivo de adquisicién de imagenes de radiacion 1A logra el mismo efecto operativo que el dispositivo de
adquisicion de imagenes de radiacion 1. Como la fuente de radiacion 2 esta dispuesta en la normal B a la superficie
de entrada 6a, no se realiza ninguna perspectiva en la imagen de proyeccion E sobre la placa de conversion de
longitud de onda 6 y, por lo tanto, no hay necesidad de una operaciéon de correccién para una perspectiva de la
imagen de proyeccion E. Ademas, se evita que el detector frontal 3 esté expuesto a la radiacién, que evita la
generacion de ruido dentro del detector frontal 3.

La figura 5 es una vista frontal del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion segun la tercera realizacion.
El dispositivo de adquisicién de imagenes de radiaciéon 1B mostrado en la figura 5 es diferente del dispositivo de
adquisicion de imagenes de radiacion 1 de la primera realizaciéon mostrada en la figura 1 en que el detector posterior
4 esta dispuesto en una posicion fuera de la normal C a la superficie posterior 6b como para condensar la luz de
centelleo a través de un espejo reflector 16 dispuesto en la normal C. Mas especificamente, el espejo reflector 16
esta dispuesto de modo que su superficie reflectante 16a forme un angulo predeterminado (por ejemplo, 45°) con
respecto a la direccion de la normal C y, por lo tanto, refleja la luz de centelleo emitida en la direccion de la normal C
desde la superficie posterior 6b, en una direccion predeterminada con respecto a la normal C. El espejo reflectante
16 que se utilizara aqui es, por ejemplo, un espejo 6ptico o un prisma. El detector posterior 4 esta dispuesto de
manera que un angulo entre el eje optico de la unidad de lente de condensacion incorporada 4a y la superficie
reflectante 16a sea igual al angulo entre la normal C y la superficie reflectante 16a. Esta unidad de lente de
condensacion 4a condensa la luz de centelleo emitida en la direccion de la normal C desde la superficie posterior 6b
y reflejada en la direccion predeterminada con respecto a la normal C por el espejo reflector 16, hacia la unidad de
formacion de imagenes 4b.

Tal como se ha descrito anteriormente, el detector posterior 4 esta dispuesto de manera que esté separado de la
region de emision de radiacion de la fuente de radiacion 2 (la region donde existe el haz de radiacion 12). Esta
disposicion evita que el detector posterior 4 se exponga a la radiacion de la fuente de radiacién 2, y por lo tanto evita
que se produzca una sefial de conversion directa de radiacion dentro del detector posterior 4 para generar ruido. Por
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otra parte, la longitud de la trayectoria 6ptica desde la superficie de entrada 6a de la placa de conversion de longitud
de onda 6 al detector frontal 3 puede establecerse igual a la longitud de la trayectoria éptica desde la superficie
posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6 al detector posterior 4.

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1B logra el mismo efecto operativo que los dispositivos de
adquisicion de imagenes de radiacion 1y 1A. Adicionalmente, se evita que el detector posterior 4 esté expuesto a la
radiacion, que evita la generacion de ruido dentro del detector posterior 4. Por otra parte, las longitudes de la
trayectoria optica desde la placa de conversion de longitud de onda 6 al detector frontal 3 y al detector posterior 4
pueden ajustarse, lo que facilita la alineacion de posicion de los primeros y segundos medios de formacién de
imagenes. Como consecuencia de esto, se hace mas facil hacer coincidir las condiciones de formacion de imagenes
de los primeros y segundos medios de formacion de imagenes (por ejemplo, simultaneidad de tiempos de formacion
de imagenes e identidad de posiciones de formacion de imagenes).

La figura 6 es una vista frontal del dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion segun la cuarta realizacion. El
dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1C que se muestra en la figura 6 es diferente del dispositivo de
adquisicion de imagenes de radiacién 1 de la primera realizaciéon mostrada en la figura 1 en que una fibra cénica 17
esta dispuesta para enfrentar la superficie posterior 6b entre la superficie posterior 6b y el detector posterior 4. De
forma mas especifica, la fibra conica 17 esta dispuesta de modo que su eje coincida con la normal C a la superficie
posterior 6b, para guiar la luz de centelleo emitida en la direccion de la normal C desde la superficie posterior 6b, a la
unidad de lente de condensacion del detector posterior 4. Esta fibra conica 17 y el detector posterior 4 constituyen un
detector de acoplamiento de fibra 18.

El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacién 1C logra el mismo efecto operativo que los dispositivos de
adquisicion de imagenes de radiacion 1, 1A y 1B. La fibra cénica 17 condensa la luz de centelleo en el lado de la
superficie posterior 6b con una alta eficiencia de condensacion de luz. Una imagen fluorescente ordinaria tiende a
oscurecerse en el lado de la superficie posterior 6b de la placa de conversion de longitud de onda 6, pero una
pérdida en el sistema Optico puede reducirse adoptando el detector de acoplamiento de fibra 18. Por otra parte, la
fibra cénica 17 bloquea la radiacion de la fuente de radiacion 2, para evitar la exposicion del detector posterior 4 al
mismo.

Lo anterior describe las realizaciones de la presente invencién, pero la presente invenciéon no pretende en modo
alguno limitarse a las realizaciones anteriores. Por ejemplo, se pueden adoptar diversas modificaciones como se
muestra en la figura 7 en la configuraciéon en la que la fuente de radiacion 2 esta dispuesta en la normal B a la
superficie de entrada 6a. Especificamente, como se muestra en la figura 7(a), el dispositivo de adquisicion de
imagenes de radiacion 1D puede estar configurado de manera que el espejo reflector 15 esté dispuesto en el lado de
la superficie de entrada 6a y que el espejo reflector 16 esté dispuesto en el lado de la superficie posterior 6b. Por
otra parte, como se muestra en la figura 7(b), el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1E puede estar
configurado de manera que el espejo reflector 15 esté dispuesto en el lado de la superficie de entrada 6a y que el
detector de acoplamiento de fibra 18 esté dispuesto en el lado de la superficie posterior 6b.

Por otra parte, también se pueden adoptar diversas modificaciones como se muestra en la figura 8 en la
configuracion en la que la fuente de radiacion 2 esta dispuesta en la posicion fuera de la normal B a la superficie de
entrada 6a. Especificamente, como se muestra en la figura 8(a), el dispositivo de adquisicion de imagenes de
radiacion 1F puede estar configurado de manera que el espejo reflector 15 esté dispuesto en el lado de la superficie
de entrada 6a y que el detector posterior 4 esté dispuesto en la normal C a la superficie posterior 6b. Asimismo,
como se muestra en la figura 8(b), el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1G puede estar
configurado de manera que el espejo reflector 15 esté dispuesto en el lado de la superficie de entrada 6a y que el
espejo reflector 16 esté dispuesto en el lado de la superficie posterior 6b. Por otra parte, como se muestra en la
figura 8(c), el dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion 1H puede estar configurado de manera que el
espejo reflector 15 esté dispuesto en el lado de la superficie de entrada 6a y que el detector de acoplamiento de fibra
18 esté dispuesto en el lado de la superficie posterior 6b.

Las realizaciones anteriores, en los casos que utilizan el espejo reflectante 15 o 16, describié los ejemplos en los
que el espejo reflector 15, 16 estaba dispuesto en un angulo de 45° con respecto a la normal B, C y en el que el gje
optico de la unidad de lente de condensacion era perpendicular a la normal B, C, sin embargo, sin tener que limitarse
a este acuerdo, el angulo del espejo reflector 15, 16 y la disposicion del detector frontal 3 y el detector posterior 4
pueden modificarse opcionalmente de acuerdo con la disposicion en el dispositivo.

Las realizaciones anteriores describen los ejemplos en los que el punto arbitrario y y el punto arbitrario a coincidieron
en la superficie de entrada 6a, pero pueden estar ubicados en diferentes posiciones en la superficie de entrada 6a.
En este caso, la fuente de radiacion 2 puede estar dispuesta de manera que el gje 6ptico X sea perpendicular a la
superficie de entrada 6a y el detector frontal 3 puede estar dispuesto de modo que el eje éptico de la unidad de lente
de condensacion 3a sea perpendicular a la superficie de entrada 6a. En concreto, el eje 6ptico X de la fuente de
radiacion 2 y el eje Optico de la unidad de lente de condensacion 3a son paralelos entre si y una distancia de
separacion entre estos ejes Opticos es igual a una distancia de separacion entre el punto y y el punto a. En esta
configuracion, el detector frontal 3 puede condensar e imaginar la luz de centelleo emitida en la direccion de la
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normal a la superficie de entrada 6a.

Las realizaciones anteriores usaron los detectores de tipo de acoplamiento de lente como detectores, pero la unidad
de lente de condensacion y la unidad de formacion de imagenes pueden proporcionarse como miembros separados.

Una aplicacién efectiva es tal que el objeto A es un dispositivo semiconductor y el dispositivo de adquisicion de
imagenes de radiacion de la realizacion anterior se aplica a un dispositivo de inspeccion de fallos de semiconductor
cuyo objetivo de inspeccion es el dispositivo semiconductor. En este caso, la radiacion transmitida por el dispositivo
semiconductor como objetivo de inspeccion no es cortada por la unidad de formacion de imagenes (dispositivo de
formacién de imagenes para la adquisicion de imagen) y, por lo tanto, se puede detectar con precision un fallo o
similar del dispositivo semiconductor.

Aplicabilidad Industrial

El Unico aspecto de la presente invencion permite la adquisicién de imagenes de radiacion en diferentes bandas de
energia y la reduccion de la influencia sobre la radiacién transmitida por el objeto.

Lista de signos de referencia

1, 1A-1H dispositivos de adquisicion de imagenes de radiacion; 2 fuente de radiacion; 3 fotodetector de observacion
frontal (primeros medios de formacion de imagenes); 3a unidad de lente de condensacioén; 3B unidad de formacion
de imagenes; 4 fotodetectores de observacion trasera (segundos medios de formacion de imagenes); 4a unidad de
lente de condensacion; 4B unidad de formaciéon de imagenes; 6 placa de conversion de longitudes de onda
(miembro de conversion de longitud de onda); 6a superficie de entrada; 6b superficie posterior (superficie opuesta);
15 espejo reflectante; 16 espejo reflectante; 17 fibra conica; A objeto; B normal a la superficie de entrada; C normal a
la superficie posterior.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion (1) que comprende:

una fuente de radiacion (2) configurada para emitir radiacion;

un miembro de conversién de longitud de onda (6) de una forma de placa plana configurada para generar luz de
centelleo de acuerdo con la incidencia de la radiacion emitida desde la fuente de radiacion y transmitida por un
objeto;

primeros medios de formacioén de imagenes (3) configurados para condensar e imaginar la luz de centelleo
emitida desde una superficie de entrada para la radiacion en el miembro de conversion de longitud de onda en
una direccién de una normal a la superficie de entrada;

segundos medios de formacién de imagenes (4) configurados para condensar e imaginar la luz de centelleo
emitida desde una superficie opuesta a la superficie de entrada en el miembro de conversion de longitud de onda
en una direccion de una normal a la superficie opuesta; y

un medio de procesamiento de imagenes configurado para ejecutar el procesamiento de imagenes basado en las
sefiales de imagen emitidas desde los primeros medios de formacion de imagenes y los segundos medios de
formacioén de imagenes, en donde

cada uno de los primeros medios de formacién de imagenes (3) y los segundos medios de formacion de
imagenes (4) tiene:

una unidad de lente de condensaciéon para condensar la luz de centelleo emitida desde el miembro de
conversion de longitud de onda; y
una unidad de formacién de imagenes para la formacién de imagenes de la luz de centelleo asi condensada,

la unidad de lente de condensacion de los primeros medios de formacion de imagenes esta configurada para
enfocar en la superficie de entrada y la unidad de lente de condensacion de los segundos medios de formacion
de imagenes esta configurada para enfocar en la superficie posterior, y

el medio de procesamiento de imagenes esta configurado para ejecutar una operacion diferencial basada en
cada una de las sefiales de imagen, como el procesamiento de la imagen.

2. El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion (1) segun la reivindicacion 1,

en el que la fuente de radiacién (2) esta dispuesta de manera que un angulo entre un eje optico de la fuente de
radiacion y la superficie de entrada es mayor de 0° y menor de 90°, y

en el que los primeros medios de formaciéon de imagenes (3) estan dispuestos en la normal a la superficie de
entrada.

3. El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion segun la reivindicacion 1,

en el que la fuente de radiacion (2) esta dispuesta en la normal a la superficie de entrada, y

en el que los primeros medios de formacion de imagenes (3) estan dispuestos en una posicion fuera de la normal a
la superficie de entrada para condensar la luz de centelleo a través de un espejo reflector dispuesto entre el miembro
de conversion de longitud de onda y la fuente de radiacion.

4. El dispositivo de adquisicién de imagenes de radiacion (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

en el que los segundos medios de formacién de imagenes (4) estan dispuestos en una posicion fuera de la normal a
la superficie opuesta para condensar la luz de centelleo a través de un espejo reflector dispuesto en la normal a la
superficie opuesta.

5. El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
en el que una fibra conica esta dispuesta entre la superficie opuesta del miembro de conversion de longitud de onda
y los segundos medios de formacion de imagenes para orientarse hacia la superficie opuesta.

6. El dispositivo de adquisicion de imagenes de radiacion (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,

en el que el objeto es un dispositivo semiconductor, estando dicho dispositivo de adquisicion de imagenes de
radiacion aplicado a un dispositivo de inspeccion de fallos de semiconductor cuyo objetivo de inspeccion es el
dispositivo semiconductor.
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Fig.6
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